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VLSIﾁｯﾌﾟの集積度の向上により､益々困難となるVLSIﾃｽﾄの間題を解決

するためにはﾃｽﾄ容易化設計法は不可欠な手法と考えられる｡最適なﾃｽﾄ
容易化設計を行うためには､それに必要な面積等ｵ-ﾊﾞ-へﾂﾄﾞと達成される

ﾃｽﾄ容易化(ﾃｽﾄ生成複雑度)の関係を明らかにし､如何に最小のｵ-ﾊﾞ
-へﾂﾄﾞで最大のﾃｽﾄ容易化(ﾃｽﾄ生成複雑度最小化)を達成できるかと
いう間題が重要である｡

本論文では､上述の間題を解決するために､新しくTk一表記法を提案し､その
表記法を用いて順序回路を種々のｸﾗｽに分類することを提案している｡縮退

故障とﾊﾟｽ遅延故障を対象に､どのような順序回路が組合せ回路と等価なﾃｽ
ﾄ生成複雑度であるか､どのような順序回路が無閉路回路と等価なﾃｽﾄ生成

複雑度を有するか等を明らかにし､そのﾃｽﾄ生成複雑度解析が最適なﾃｽﾄ
容易化設計にどのように応用できるかを考察している｡

第1章では､本研究の目的と意義および背景について述べており､本論文の概
説を行っている｡

第2章では､故障ﾓﾃﾞﾙとﾃｽﾄ生成ﾓﾃﾞﾙを概説している｡

第3章では､順序回路のｸﾗｽを組合せﾃｽﾄ生成複雑度に基づきｸﾗｽ分け
するために､ Tk一表記法を提案している｡

第4章では､縮退故障を対象に､組合せﾃｽﾄ生成複雑度に基づき順序回路を

種々のｸﾗｽに分類している｡まず､組合せﾃｽﾄ生成複雑度と等価なT一等価

な順序回路のｸﾗｽ､あるいは無閉路順序回路のﾃｽﾄ生成複雑度と等価なT2-
有界な順序回路のｸﾗｽを紹介している｡それらのｸﾗｽをﾃｽﾄ容易な回路
のｸﾗｽとして､任意に与えられた順序回路をそれらのｸﾗｽの性質を有する
ようにﾃｽﾄ容易化する論理合成法を提案している｡

第5章では､ ^oｽ遅延故障を対象に､組合せﾃｽﾄ生成複雑度に基づき順序回

路のｸﾗｽを分類している｡種々の回蹄ｸﾗｽに対して､縮退故障とﾊﾟｽ遅延
故障のﾃｽﾄ生成複雑度の関係を､ T一等価/T2-有界により明らかにしている｡

第6章では､閉路のある順序回路のｸﾗｽでも無閉路順序回路のﾃｽﾄ生成複
雑度(無閉路ﾃｽﾄ生成複雑度)と等価なｸﾗｽがあることを示し､その-つ

のｸﾗｽとして無閉路可検査順序回路を紹介している｡さらに､任意に与えら

れた順序回路を無閉路可検査にするためのﾃｽﾄ容易化設計法を提案している｡
第7章では､以上の研究成果の結論を述べるとともに､今後の研究課題につい

て議論している｡
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論文審査結果の要旨

本論文は､縮退故障およびﾊﾟｽ遅延故障を対象に､順序回路の最適なﾃｽﾄ

容易化設計法を構築するために､新しくTk一表記法を提案し､その表記法を用い

て順序回路のﾃｽﾄ生成複雑度解析を行い,順序回路を種々のｸﾗｽに分類す

る間題を考察している｡さらに､そのﾃｽﾄ生成複雑度解析が最適なﾃｽﾄ容

易化設計にどのように応用できるかについて考察している｡

本論文の主な成果は以下に要約される｡

1.提案するTk一表記法は､順序回路を組合せﾃｽﾄ生成複雑度に基づきｸﾗ

ｽ分けするためには有効な手法で､理論的にも高く評価できる｡

2.従来､無閉路順序回路のﾃｽﾄ生成複雑度は組合せ回路のﾃｽﾄ生成複雑

度と等価ではないかと考えられていたことが､そうでないことをこのTk一

表記法により理論的に証明した｡

3.組合せﾃｽﾄ生成複雑度と等価なT一等価な順序回路のｸﾗｽ､あるいは無

閉路順序回路のﾃｽﾄ生成複雑度と等価なT2一有界な順序回路のｸﾗｽを

紹介し,それに基づくﾃｽﾄ容易化設計/合成法を考案した｡

4.閉路のある順序回路でも無閉路順序回路のﾃｽﾄ生成複雑度と等価なｸﾗ

ｽがあることを示し､その-つのｸﾗｽとして無閉路可検査順序回路を紹

介した｡そのような無閉路可検査回路にするためのﾃｽﾄ容易化設計法を

提案した｡

5･種々の回路ｸﾗｽに対して､締退故障とﾊﾟｽ遅延故障のﾃｽﾄ生成複雑度

の関係を､ T-等価/T2一有界により明らかにした｡これにより､ﾊﾟｽ遅延故

障のﾃｽﾄ生成問題を縮退故障のﾃｽﾄ生成間題に帰着できる｡

以上のように､本論文は順序回路のﾃｽﾄ生成複雑度解析の分野に新しい理

論(Tk-表記法に基づく複雑度解析)を導入し､その成果をﾃｽﾄ容易化設計論

に応用したものであり､ vLSIのﾃｽﾄの分野において､学術上､実際上寄与す

るところが少なくない｡したがって､本論文は博士(工学)の学位論文として

価値あるものと認める｡


